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SMT工程で発生する不良はプロセス要因でなく、
設計起因によるものが重大です。 
不良事象と関連する設計情報（CADデータ）を
重ね合せて分析することにより、この設計起因
の不良要因を分析し、設計段階から不良の発
生を未然防止することができます。 
（分析履歴は別売のQ-upCasesに蓄積、活用することができます。） 

Design Analyzerは実画像とCAD図面と
を貼りあわせて、寸法計測が可能です。 

設計の課題が分析できます。 

製造情報（リアルデータ） 

CAD情報（バーチャルデータ） 

製造情報を 
フィードバック 

製造不良を 
出さない設計 

設計データ 

事例1

はんだ過少画像+ランド図 チップ浮き画像+ランド図 
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はんだ過少 チップ浮き 
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スルーホールがランドに近いことによる不良事例 
この事例はチップ抵抗のはんだ過少とチップコンデンサの浮き 
不良が発生しています。 
 
 

Q-up Viewerは実画像とレジスト、シルク、
A、B面パターン、内層、実装図マスクなど
CAD情報を選択して表示が可能です。 

事例2

ブリッジ画像＋マスク開口図 マスク開口 
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シルク印刷がランドに近いことによる不良事例 
この事例はSOPにブリッジ不良が発生しています。 

SOP：ブリッジ不良 

設計不良の「みえる化」で、ＳＭＴラインの垂直立ち上げをサポートします 
　1．　デジタルワールド（設計）とリアルワールド（製造）の融合によるTotal Quality up. 

　2．　設計と製造の壁をなくすDesign Analyzerで、製造品質向上、垂直立ちあげを実現 

製造情報を 
フィードバック 

製造不良を 
出さない設計 
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リアルデータ リアルデータ＋ 
バーチャルデータ 

機　能 

・基板の仕上がり（ランドサイズ、 
　パターン、シルク、レジスト、 
　スルーホール、内層など）チェック 
 
・受入検査 

・マスクの仕上がり精度チェック 
 
・ランドサイズとマスク開口の 
　位置およびサイズの比較 
 
・印刷されたハンダのにじみ、 
　かすれ具合 
 
・マスクの受入検査 

・マウントデータと実マウント位置の 
　比較 
 
・部品サイズチェック 

・リフロー後の不良とランド・ 
　パターンとの関連付け 
 
・設計ルールへの反映データ 
　として活用 

基板画像 基板＋ランド･パターン 

印刷後画像 印刷後画像＋マスク開口 

マウント後画像 マウント後画像＋部品位置 

リフロー後の不良画像 リフロー後の不良画像＋ 
ランド・パターン 

Design Analyzerは設計情報（バーチャルデータ）と 
製造情報（リアルデータ）を融合し、さまざまな分析機能を提供します。 


